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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
__________

ESSAIS DE FIABILITÉ –

Plans d'essai de conformité d'un taux de défaillance constant
et d'une intensité de défaillance constante

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61124 a été établie par le comité d'études 56 de la CEI: Sûreté de
fonctionnement.

Cette première édition de la CEI 61124 annule et remplace la CEI 60605-7, parue en 1978, et
son amendement 1 (1990), dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

56/531/FDIS 56/579/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Les annexes D, E, F et G sont données uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

RELIABILITY TESTING –

Compliance tests for constant failure rate
and constant failure intensity

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61124 has been prepared by IEC technical committee 56: Depend-
ability.

This first edition of IEC 61124 cancels and replaces IEC 60605-7, published in 1978, and its
amendment 1 (1990), of which it constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

56/531/FDIS 56/579/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annexes D, E, F and G are for information only.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
IEC 61124:1997

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/17711fd8-8fed-4105-9016-2a98c7b7f3f6/iec-61124-1997

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/17711fd8-8fed-4105-9016-2a98c7b7f3f6/iec-61124-1997


– 6 – 61124 © CEI:1997

INTRODUCTION

La présente Norme internationale est une révision de la CEI 60605-7 (1978) et de son
amendement 1 (1990). Les plans d'essais tronqués-censurés ont été étendus pour couvrir un
risque à 5 %. Un nouvel article traitant des plans d'essais à durée calendaire tronqués-
censurés pour des entités non réparées/non remplacées a été incorporé à la présente norme.
Plusieurs annexes ont été ajoutées pour présenter des exemples et des références
mathématiques. La présente norme couvre désormais aussi bien l'intensité de défaillance
(entités réparées) que le taux de défaillance (entités non réparées).
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INTRODUCTION

This International Standard is a revision of IEC 60605-7 (1978) and its amendment 1 (1990).
The time/failure terminated test plans have been extended to cover 5 % risk. A new clause
covering calendar time/failure terminated test plans for non-repaired items has been included.
Several annexes have been added dealing with examples and mathematical references. This
standard now covers failure intensity (repaired items) as well as failure rate (non-repaired
items).
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ESSAIS DE FIABILITÉ –

Plans d'essai de conformité d'un taux de défaillance constant
et d'une intensité de défaillance constante

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes utilisées pour vérifier qu'une valeur
observée:

– du taux de défaillance;

– de l'intensité de défaillance;

– de la durée moyenne de fonctionnement avant défaillance;

– de la moyenne des temps de bon fonctionnement entre défaillances;

est conforme à une prescription donnée.

Il est supposé (sauf spécification contraire) que, pendant la période d'observation (temps
d'essai cumulé à prendre en compte), la durée moyenne de fonctionnement avant défaillance
ou la moyenne des temps de bon fonctionnement sont répartis de façon identique,
indépendante et exponentielle.

NOTE – Cette supposition implique que le taux/l'intensité de défaillance est constant(e).

Trois types de plans d'essai sont spécifiés comme indiqué ci-après:

– plans d'essais progressifs;

– plans d'essais tronqués-censurés systématiques et alternatifs conçus pour satisfaire un
besoin particulier;

– plans d'essais à durée calendaire tronqués-censurés.

Un guide général relatif au choix des plans d'essai est indiqué en 7.3 de la CEI 60605-1.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(191): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté
de fonctionnement et qualité de service

CEI 60605-1: 1978, Essai de fiabilité des équipements – Partie 1: Prescriptions générales

CEI 60605-6: 1986, Essai de fiabilité des équipements – Partie 6: Test de validité de
l'hypothèse d'un taux de défaillance constant

CEI 61123: 1991, Essai de fiabilité – Plans d'essai de conformité pour une proportion de
succès

ISO 3534-1: 1993, Statistiques – Vocabulaire et symboles – Partie 1: Probabilités et termes
statistiques généraux
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RELIABILITY TESTING –

Compliance tests for constant failure rate
and constant failure intensity

1 Scope

This International Standard specifies procedures to test whether an observed value of:

– failure rate;

– failure intensity;

– mean time to failure;

– mean operating time between failures;

complies with a given requirement.

It is assumed (except where otherwise stated) that during the observation period (accumulated
relevant test time) the time intervals to or between the failures are independent, and
identically exponentially distributed.

NOTE – This assumption implies that the failure rate or failure intensity is constant.

Three types of test plans are prescribed as follows:

– sequential test plans;

– time/failure terminated test plans, including fixed time/failure terminated test plans and
alternative time/failure terminated test plans that can be designed to meet a particular
need;

– fixed calendar time/failure terminated test plans.

General guidance on the choice of test plans is given in 7.3 of IEC 60605-1.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(191): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191:
Depend-ability and quality of service

IEC 60605-1: 1978, Equipment reliability testing – Part 1: General requirements

IEC 60605-6: 1986, Equipment reliability testing – Part 6: Test for the validity of a constant
failure rate assumption

IEC 61123: 1991, Reliability testing – Compliance test plans for success ratio

ISO 3534-1: 1993, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: Probability and general
statistical terms
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme les termes et définitions de la CEI 60050(191)
s'appliquent.

Cependant, les termes:

– taux de défaillance;

– intensité de défaillance;

sont respectivement employés dans le sens de:

– taux de défaillance constant;

– intensité de défaillance constante.

4 Symboles

4.1 Liste des symboles

α risque fournisseur nominal (risque de type I)

′α risque fournisseur vrai (risque de type I)

β risque client nominal (risque de type II)

′β risque client vrai (risque de type II)

λ taux de défaillance vrai par entité

λ0 taux de défaillance acceptable spécifié par entité

λ1 taux de défaillance inacceptable par entité

∆ρ0 quantité annexe pour déterminer c, ∆ρ0 = c – ρ0

ρ espérance mathématique du nombre de défaillances pendant l'essai pour le
taux/l'intensité de défaillance vrai(e) inconnu(e)
NOTE 1 – ρ n'est pas nécessairement un entier.

ρ0 espérance mathématique du nombre de défaillances pendant l'essai pour le

taux/l'intensité de défaillance acceptable spécifié(e), ρ0 = v0 × Tt
*

c nombre acceptable d'événements (de défaillances) pendant l'essai
NOTE 2 – Le nombre final de défaillances dans la CEI 60605-7, remplacée par la présente norme,
correspond à c + 1.

D rapport de discrimination, D = w1/w0 ou D = m0/m1

′D rapport de discrimination vrai

m temps moyen vrai de fonctionnement avant/entre événement(s)

m0 temps moyen acceptable de fonctionnement avant/entre événement(s), m0 = 1/w0

m1 temps moyen non acceptable de fonctionnement avant/entre événement(s)

n nombre d'entités soumises à l'essai

Pa probabilité d'acceptation

r nombre d'événements (ou de défaillances) à prendre en compte relevés pendant
l'essai

t * temps d'essai à prendre en compte, supposé identique pour toutes les entités
soumises à l'essai

t t
* temps d'essai à prendre en compte pour toutes les entités, établi comme critère de fin

t cal,t
* temps d'essai écoulé à prendre en compte, établi comme critère de fin (voir 6.2)
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3 Definitions

For the purpose of this standard the terms and definitions of IEC 60050(191) apply.

In addition, the terms:

– failure rate;

– failure intensity;

are used in the meaning of:

– constant failure rate;

– constant failure intensity;

respectively.

4 Symbols

4.1 List of symbols

α nominal producer's risk (type I risk)

′α true producer's risk (type I risk)

β nominal consumer's risk (type II risk)

′β true consumer's risk (type II risk)

λ true failure rate per item

λ0 specified acceptable failure rate per item

λ1 unacceptable failure rate per item

∆ρ0 auxiliary quantity for determination of c, ∆ρ0 = c – ρ0

ρ expected number of failures during the test at the true failure rate/intensity
NOTE 1 – ρ is not necessarily an integer.

ρ0 expected number of failures during the test at the specified acceptable failure

rate/intensity, ρ0 = w0 × Tt
*

c acceptable number of events (or failures) during the test
NOTE 2 – Termination number of failures in IEC 60605-7 (superseded by this standard), corresponds to c + 1.

D discrimination ratio, D = w1/w0 or D = m0/m1

′D true discrimination ratio

m true mean time to/between events

m0 specified acceptable mean time to/between events, m0 = 1/w0
m1 unacceptable mean time to/between events

n number of test items

Pa probability of acceptance

r observed number of relevant events (or failures) during the test

t * relevant test time, assumed to be the same for all test items

t t
* relevant test time for all test items stated as termination criterion

tcal,t
* relevant calendar test time stated as termination criterion (see 6.2)
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T * temps d'essai cumulé à prendre en compte (voir 6.3)

Ta
* temps d'essai cumulé à prendre en compte, établi comme critère d'acceptation

Te
* valeur moyenne du temps d'essai cumulé à prendre en compte au moment de la

décision

Tr
* temps d'essai cumulé à prendre en compte, établi comme critère de rejet

Tt
* temps d'essai cumulé à prendre en compte, établi comme critère de fin

w taux/intensité vrai(e) de défaillances par entité (voir 4.2)
NOTE 3 – w est généralement inconnu(e).

w0 taux/intensité de défaillances acceptable spécifié(e) par entité
NOTE 4 – w0 correspond au niveau de qualité acceptable (NQA).

w1 taux/intensité de défaillances non acceptable par entité
NOTE 5 – w1 correspond à la qualité limite (QL).

z intensité vraie de défaillances

z0 intensité de défaillances acceptable spécifiée par entité

z1 intensité de défaillances non acceptable par entité

4.2 Transformation des symboles

Etant donné que les méthodes définies dans la présente norme sont applicables à différentes
mesures de la fiabilité, le symbole générique «w» est utilisé pour le taux/l'intensité de
défaillances.

D'où:

– pour l'intensité de défaillance w = z ;

– pour le taux de défaillances w = λ.

Si les mesures de fiabilité suivantes, toutes deux désignées par «m»:

– moyenne des temps de bon fonctionnement entre défaillances, MTBF;

– durée moyenne de fonctionnement avant défaillance, MTTF,

sont utilisées, la transformation (selon les hypothèses données) doit être:

w = 1/m

Pour les plans d'essai progressifs (voir article 7) et les plans d'essai tronqués-censurés
systématiques (voir 8.1), m est une mesure de fiabilité; par conséquent, dans ces cas:

m = 1/w

5 Nature de l'exigence et domaine d'applicabilité

5.1 Prescription

On suppose que la prescription est spécifiée en termes de taux/intensité de défaillances
constants acceptable, w0, exprimé(e) comme le nombre moyen acceptable d'événements à
prendre en compte par unité de temps ou comme le temps moyen de fonctionnement
avant/entre défaillance(s), m0.

S'il est nécessaire de tester l'hypothèse du taux de défaillance/de l'intensité de défaillance
constant(e), il convient d'utiliser la procédure de la CEI 60605-6. Voir également 6.4.
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